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ABSTRAK
Statistik proses kontrol (SPC) adalah salah satu alat statistik yang paling penting untuk
memantau proses produksi. Hal ini dapat efektif jika dirancang dan diimplementasikan
ketika proses suatu produksi yang berurutan diamati dari kondisi produksi massal. Pada
siklus produksi jangka pendek (Short Production Run) biasanya tidak memiliki data
yang cukup memadai untuk melaksanakan SPC dengan menggunakan diagram kontrol
klasik. Pada penelitian ini diperkenalkan bagaimana merancang dan
mengimplementasikan diagram kontrol jangka pendek (Short Run Control Chart)
untuk kondisi produksi dengan batch terbatas. Misalnya pemantauan spesifikasi kritikal
parts untuk industri otomotif. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa variabel yang
tidak sama mengikuti distribusi normal dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu
untuk tujuan pemantauan beberapa produk untuk setiap produk multi-dimensi dengan
cara berbeda dan varians dari center line (CL) digunakan untuk mengontrol diagram.
Dengan pengembangan diagam kontrol sort-run, diharapkan Sinyal Out-of-control dan
pola non acak dapat dikenali dengan mudah.

Kata Kunci : : statistik proses kontrol (SPC), short-run control cahrt.

PENDAHULUAN

Statistik proses kontrol (SPC)

merupakan suatu metode untuk

mengendalikan kualitas yang dapat

memberikan gambaran tentang proses

yang sedang berjalan dengan mengambil

sample untuk dianalisa menggunakan

teknik statistik, sehingga variabilitas

dalam proses dapat dikurangi. [1] Tujuan

dari statistik proses kontrol (SPC) adalah

untuk mendeteksi secara cepat kehadiran

penyebab kasus dari pergeseran suatu

proses sehingga dapat dilakukan

perbaikan terhadap proses tersebut

sebelum terlalu banyak proses yang tidak

sesuai dengan standar berjalan [2].

Pengendalian proses statistik (SPC)

adalah salah satu alat statistik yang

paling penting untuk memantau proses

produksi. Diagram kontrol jangka pendek

(Short-run control chart) akan digunakan

dalam setiap situasi di mana sangat

sedikit (yaitu kurang dari 20 subgroup)

atau tidak ada data yang ada tentang

proses dan karena itu pameter kontrol

tidak bisa diperkirakan. Penelitian ini

akan menjelaskan tentang bagaimana

menggunakan Short run Control chart

untuk memantau multi-produk dengan

multi-item berdasarkan mean dan

variance proses[3].

Metode SPC (statistik proses kontrol)

pertamakali dikembangkan untuk
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aplikasi pada proses manufaktur dengan

volume tinggi, atau lingkungan produksi

massal, dengan maksud untuk

menghilangkan variasi tidak normal

melalui pemisahan variansi yang

disebabkan oleh variansi penyebab

khusus dan variansi yang disebabkan

oleh penyebab umum. Sejak diagram

kontrol dikenalkan oleh Shewhart pada

tahun 1924 banyak teknik, dan metode

untuk pengentrolan kualitas, telah

diperkenalkan, dan menciptakan beragam

lingkungan manufaktur dan tidak hanya

produksi massal tetapi juga produksi

dengan skala kecil [4].

Tahap yang paling penting dalam SPC

adalah pemilihan indikator yang harus

dipantau untuk membangun digram

kontrol, metode diagram kontrol jangka

pendek (Short-run control chart)

dirancang untuk digunakan pada

produksi dengan skala kecil dengan

jumlah data yang terbatas [6]. Untuk

memantau karakteristik yang berbeda

pada diagram kontrol yang sama, maka

plot poin harus diberi kode, tujuannya

adalah untuk membedakan unit dengan

ukuran berbeda dengan karakteristik

produk yang berbeda yang akan diplot

pada diagram kontrol yang sama [7].

Dalam Proses short-run seringkali

data yang dimiliki dari beberapa proses

yang berjalan tidak mencukupi untuk

menghasilkan estimasi parameter proses

yang optimal, sehingga ini akan

menyebabkan pengurangan kinerja pada

diagram kontrol tersebut. Salah satu

solusi untuk mengatasi masalah ini

adalah dengan cara mempertimbangkan

sebuah proses analisis tunggal dengan

menggunakan banyak bagian produk

yang berbeda, sehingga semua

pengamatan pada proses yang berbeda

dikonversi dalam data skala yang sama

dan dipantau dalam diagram kotrol yang

sama dengan kinerja yang optimal [5].

Diagam kontrol തܺ-R adalah diagram

kontrol yang digunakan dalam dunia

industri atau bisnis untuk memonitor data

variabel dimana sample didapat dari

sebuah proses industri dengan

menggunakan sistim rasionalisasi

subgroup. Sataistik proses kontrol dapat

di capai dengan menggunakan dua

digram kontrol variabel തܺdan R. Dengan

batas kontrol untuk diagram kontrol തܺ

dan R yang didasarkan pada data yang

diambil dari setidaknya 20 sampai 25

sampel produk dari proses tersebut.[8]

Dalam banyak proses kontrol yang di

jalankan, proses tersebuat akan di anggap

selesai jika center-line dan control-limit

dapat dihitung, tetapi pada kenyataanya

ini tidak berlaku pada proses produksi

dengan ukuran sample yang kecil.

Karena beberapa perusahaan lebih sering

mempraktekkan produksi JIT (Just In

time), dan short-run control chart

menjadi lebih umum untuk

manufacturing dengan sekala

terbatas.[9][14]

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data skunder yang di
peroleh dari PT. AST yang berupa data
dari proses produksi pembuataan
sparepart mobil, pada periode 11 – 17
April 2014.

Diagram kontrol short run untuk
pemantauan proses batch produksi di
mana data yang dimiliki sangat terbatas
dan tidak cukup untuk membangun
diagram kontrol kalsik, Maka
permasalahanya adalah bagaimana
merancang diagram kontrol short run
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untuk proses produksi jangka pendek
yang berbeda Dari peta kendali
Shewhart, dengan asumsikan bahwa
99,73% dari poin diplot dalam batas
kontrol

Sesuai dengan tujuan penelitian ini
maka langkah-langkah yang dilakukan
terdiri dari dua bagian, yang diuraikan
sebagai berikut:

1. Membuat plot data dengan batas

kontrol sesuai dengan persamaan

berikut :

ோܮܥܷ = ସܦ തܴ

ோܮܥܷ = ଷܦ തܴ (1)
݈ܽ ݑ݈ → ோܮܥܮ < ܴ < ோܮܥܷ

തܴ
ଷܦ തܴ

തܴ
< ܴ <

ସܦ തܴ

തܴ
2. Menentukan batas kontrol untuk

diagram kontrol yang dimodifikasi:

Standar ோܮܥܷ = ସܦ
Standar ோܮܥ = 1 (2)
Standar ோܮܥܮ = .ଷܦ

3. Hitung karakteristik yang berbeda

dan produk yang berbeda dengan

means dan varians yang tidak sama.

Diasumsikan sebagai berikut:

n= jumlah subgroup yang termasuk
karakteristik tertentu, i = 1,2,
...,n,

m = jumlah karakteristik kualitas,j =
1,2, ...,m,

p = jumlah produk, k = 1,2, ...,p,
Rijk : dimana mean range dari ith
sampel adalah jth untuk
parameter kth produk,
Target തܴjk : target R untuk jth
parameter atau karakteristik
untuk kth produk (diperoleh dari
data historis).
Poin untuk short-run R

= Standar Unequal Range (SUR )

=
ோೕೖ

்௧ோതೕೖ
(3)

4. Hitung batas kontrol untuk diagram

kontrol short-run X. Dengan asumsi

bahwa 99,73% dari poin diplot dalam

batas kontrol, ke dalam diagram

kontrol തܺ dengan menggunakan

persamaan sebagai berikut:

തܮܥܷ = ധܺ+ ଶܣ തܴ

തܮܥܮ = ധܺ− ଶܣ ധܴ (4)
ݏ݁ ℎ݅݊ തܮܥܮܽ݃݃ < തܺ< തܮܥܷ

5. Mensubstitusikan persamaan dari

langkah 4 sehingga diperoleh hasil

sebagai berikut:

ധܺ− ଶܣ തܴ< തܺ< ധܺ+ ଶܣ തܴ (5)

6. Kemudian, ധܺ dapat dikurangkan dari

dua sisi pertidaksamaan sehingga

meghasilkan:

ଶܣ− തܴ< തܺ− ധܺ< ଶܣ തܴ (6)

7. Hitung kedua sisi pertidaksamaan

dengan തܴsebagai berikut:

ଶܣ− <
തି ധ

ோത
< ଶܣ (7)

8. Bangun diagram kontrol short run തܺ

dengan cara:

short-run തܺ

= ݐܵܽ ݎ݅ܽ݀݊ ݏܽ ݏ݅ ݁݊ ݈݉ܽݑݍ ݁ܽ ݊ (ܷܵ ܯ )

=
തೕೖି்௧ധೕೖ

ோതೕ
(8)

തܺ
 adalah mean dari ith sampel

untuk jth parameter dan kth produk.

Target dari ധܺ
 adalah mean dari തܺ

untuk jth parameter dan kth produk (
yang di peroleh dari data
sebelumnya).

Untuk mengetahui cara terbaik dari
diagram kontrol short run untuk
pemantauan proses batch produksi di
mana data tidak yang dimiliki sangat
terbatas dan tidak cukup untuk
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membangun diagram kontrol kalsik.
Dimana permasalahanya adalah
bagaimana merancang diagram kontrol
short run untuk proses produksi yang
berbeda. Dari peta kendali Shewhart,
dengan asumsikan bahwa 99,73% dari
poin diplot dalam batas kontrol.[15]
Penerapan diagram kontrol short-run
dapat digunakan untuk memantau
karakteristik yang tidak sama dalam
rantai pasokan Industri otomotif, pada
setiap titik diagram kontrol adalah
seharusnya diplot dalam batas kontrol
sesuai dengan persamaan berikut :

ோܮܥܷ = ସܦ തܴ

ோܮܥܷ = ଷܦ തܴ (1)
݈ܽ ݑ݈ → ோܮܥܮ < ܴ < ோܮܥܷ

തܴ
ଷܦ തܴ

തܴ
< ܴ <

ସܦ തܴ

തܴ
Untuk diagram kontrol yang dimodifikasi
diperoleh sebagai berikut:
Standar ோܮܥܷ = ସܦ
Standar ோܮܥ = 1 (2)
Standar ோܮܥܮ = .ଷܦ
Pengembangan dari revisi diagram
kontrol untuk karakteristik yang berbeda
dan produk yang berbeda dengan means
dan varians yang tidak sama.
Diasumsikan sebagai berikut:
n = jumlah subgroup yang termasuk

karakteristik tertentu, i = 1,2, ...,n,
m = jumlah karakteristik kualitas,j =
1,2, ...,m,
p = jumlah produk, k = 1,2, ...,p,
Rijk : dimana mean range dari ith sampel
adalah jth untuk parameter kth produk,
Target തܴjk : target R untuk jth parameter
atau karakteristik untuk kth produk
(diperoleh dari data historis).
Poin untuk short-run R

= Standar Unequal Range (SUR )

=
ோೕೖ

்௧ோതೕೖ
(3)

Metode yang sama dapat disaran untuk
diagram kontrol short-run X. Dengan
asumsi bahwa 99,73% dari poin diplot
dalam batas kontrol, ke dalam diagram

kontrol തܺ dengan persamaan sebagai
berikut:

തܮܥܷ = ധܺ+ ଶܣ തܴ

തܮܥܮ = ധܺ− ଶܣ ധܴ (4)
ݏ݁ ℎ݅݊ തܮܥܮܽ݃݃ < തܺ< തܮܥܷ

Dengan mensubstitusikan persamaan
diatas maka diperoleh hasil sebagai
berikut:

ധܺ− ଶܣ തܴ< തܺ< ധܺ+ ଶܣ തܴ (5)

kemudian, ധܺ dapat dikurangkan dari dua
sisi pertidaksamaan sehingga
meghasilkan:

ଶܣ− തܴ< തܺ− ധܺ< ଶܣ തܴ (6)

Akhirnya, kedua sisi pertidaksamaan
dapat dibagi dengan തܴsebagai berikut:

ଶܣ− <
തି ധ

ோത
< ଶܣ (7)

Sehingga short-run തܺdapat dihitung
sebagai berikut:
short-run തܺ

= ݐܵܽ ݎ݅ܽ݀݊ ݏܽ ݏ݅ ݁݊ ݈݉ܽݑݍ ݁ܽ ݊ (ܷܵ ܯ )

=
തೕೖି்௧ധೕೖ

ோതೕ
(8)

തܺ
 adalah mean dari ith sampel untuk

jth parameter dan kth produk.

Target dari ധܺ
 adalah mean dari തܺ

untuk jth parameter dan kth produk (
yang di peroleh dari data sebelumnya).

HASIL PENELITIAN

Untuk melukuan pengembangan
diagram kontrol short-run pada proses
produksi produsen firsttier dari industri
otomotif . variabel produk yang
digunakan dari proses produksi ini adalah
braket lampu, proteksi kunci pengaman
smadlock, dan braket injector.
Pelaksanaan SPC terkonsentrasi pada
ulangan harian yang dapat memonitor
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output dari operasi perakitan. Untuk
setiap indikator dari masing-masing
produk, terdapat 6 sampel yang diukur
dengan 4 kali perulangan. Untuk
mengembangkan diagram kontrol pada
penelitian ini, digunakan Software
Minitab 16. Berdasarkan ketentuan
umum pada diagram kontrol, maka hasil
harus berada dalam batas kontrol atas dan
bawah.diagram kontrol തܺ, R individu
biasanya sulit untuk menggambarkan
karakteristik setiap produk, Karena
jumlah titik-titik pada diagram kontrol
tidak mencukupi untuk melakukan
pengontrolan , yang menggambarkan
kontrol diagram kontrol short-run maka
untuk mengatasi hal tersebut maka
dilakukan pemantaun 4 karakteristik
produk tersebut secara bersamaan.

Tabel 1. Statistic proses kontrol dengan 4
karakteristik produk

Produk Parameter Observasi Mean

Braket
lampu

Tinggi cekungan 24 40.00
Panjang tepi

cekungan 24 200.01
Lebar tepi
cekungan 24 140.01

Diameter 24 10.80

Kunci
pengaman

Tinggi cekung 1 24 40.00

Tinggi cekung 2 24 20.00

Panjang 24 300.00
Jarak ujung kunci

ke nock 24 100.01

Kunci
pengaman
smadlock

Tinggi cekungan 24 20.00

Panjang 24 300.01

Lebar 24 200.01

Diameter tekanan 24 10.20

Braket
injector

Panjang 24 300.01

Tinggi cekung 1 24 70.00

Tinggi cekung 2 24 70.01

Gambar 1. Short-run തܺ

Berdasarkan metodologi dari total 90
observasi dengan ukuran sampel dari 4
karakteristik produk yang di ambil untuk
penelitian ini, data yang dikumpulkan
diwakili pada Tabel 1. Menurut
persamaan dikembangkan (3) dan (8),
pada data yang terkait dengan tes
diagram kontrol standar തܺ dan R
pengembangkan diagram kontrol dapat
dilihat pada gambar (Gambar 1 dan 2).
Gambar 1 memberikan keterangan
berdasarkan empat produk yaitu: braket
lampu, kunci pengaman, kunci pengaman
smadlock, dan braket injektor. 24 poin
pertama berfluktuasi dengan parameter
produk pertama seperti tinggi cekungan,
panjang tepi cekungan, lebar tepi
cekungan, dan diameter; 24 poin kedua
adalah proteksi kunci dengan parameter
tinggi cekung 1, tinggi cekung 2,
panjang, dan jarak ujung ke nock, 24
poin ketiga adalah kunci pengaman
smadlock dengan parameternya adalah
tinggi cekungan, panjang, lebar dan
diameter tekanan, dan 18 poin keempat
adalah braket injektor dengan parameter
panjang, tinggi cekung 1 dan tinggi
cekung 2. Dengan batas kontrol yang
standar sesuai dengan (7).
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Gambar 2. Short-run R

Gambar 2 memberikan keterngan
untuk diagram kontrol short-run R untuk
produk dan indikator yang ada pada data
Dengan batas kontrol yang telah
distandarisasi sesuai dengan (2).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa variabel
yang berbeda dapat dipantau secara
bersamaan untuk industri dalam
manufacturing, dan dapat membantu
untuk menghemat waktu untuk untuk
pemantauan proses produksi. Dalam
prakteknya, ketika karakteristik yang
sama dari bagian berbeda yang dipantau
secara statistik, diagram kontrol short-
run akan efisien ketika data yang di
perlukan tidak mencukupi untuk
menerapkan SPC kalsik. Dalam konteks
ini, diagram kontrol short-run dapat
berguna untuk meningkatkan efektifitas
dalam mendetaksi sinyal out-of control
yang di uji pada diagram kontrol short-
run. dan tidak ada sinyal tidak normal
yang dapat digunakan sebagai standar
untuk menerapkan SPC. Penelitian lebih
lanjut dapat dilakukan untuk menyelidiki
indeks kapabilitas proses dari diagram
kontrol dalam kondisi karakteristik yang
tidak setara dan diagram kontrol jangka
pendek untuk multiple produk dan

multipel item berbasis Fuzzy dengan
memantau mean dan varians proses.
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